Test des circuits analogiques mixtes (systèmes intégrés)

1. Problématique e et positionnement

Les technologies microélectroniques ainsi que les chaînes de CAO actuelles permettent la conception de plus en plus rapide de circuits et systèmes intégrés très complexes. Cet accroissement en complexité joint à une nécessité croissante de réduire les temps de mise sur le marché ne peut pas se faire au détriment de la qualité du produit fini. Un circuit, qu’il soit très simple ou très complexe, doit être réalisé conformément à son dossier de fabrication pour être utilisable. 

C'est son test qui en est le garant. Il s’agit par conséquent d’une étape essentielle

dans le processus de fabrication et de mise sur le marché des nouveaux produits.
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Les ingénieurs de test travaillant dans le milieu de la Microélectronique se sont intéressés à des sujets très variés tels que : la modélisation des défauts, l’extraction des sites de pannes, la simulation de fautes, la génération automatique de vecteurs de test au niveau transistor interrupteur, l'équivalence de pannes, le test

intégré de machines d'états finis, le test intégré de filtres numériques, le test et le diagnostic des fautes de délais, la synthèse pour le test.

Aujourd’hui, l’accroissement de complexité que permettent et induisent les technologies de fabrication pose de nouveaux défis du point de vue test. Il s’agit de gérer la complexité non seulement en termes de nombre de composants présents dans les systèmes et volume d’information à manipuler, mais aussi en terme de diversité des composants dans la mesure où les systèmes actuels intègrent de plus

en plus de blocs fonctionnels hétérogènes (numérique, analogique, mémoire, RF, MEMS, etc.).

Parallèlement à cette gestion de la complexité, la compréhension et la maîtrise des phénomènes physiques mis en jeu dans les nouvelles technologies sont bien entendu indispensables au développement de solutions de test efficaces pour garantir la qualité des produits actuels et à venir.

Les défis à relever couvrent ainsi un large spectre allant du système jusqu’au dispositif physique élémentaire. Les travaux menés au sein de ce projet au cours des quatre dernières années s’intéressent à ces différents aspects et sont organisés selon cinq axes principaux :

